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14. Sektion für Optik und Elektronenmikroskopie

Schweizerische Gesellschaft für Optik und Elektronenmikroskopie
Société Suisse d'Optique et de Microscopie électronique
Società Svizzera di Ottica e Microscopia elettronica

Präsident: Dr. L.Wegmann, Postfach 2, 9477 Trübbach
Sekretär: Dr. W. Stäubli, Ciba-Geigy AG, 4000 Basel

Wissenschaftliche Sitzung / Séance scientifique

Samstag, 20. Oktober / Samedi 20 octobre

1. P. Stucki (IBM Research Laboratory, Zürich): Digitale Bildverarbei¬
tung

2. G. Herziger (Institut für angewandte Physik der Universität Bern):
Laser-Materialbearbeitung

3. C.J. Humphreys (Department of Metallurgy, University of Oxford,
UK): Applications of High Voltage Electron Microscopy to Solid
State Physics and Material Science

4. H. Ris (Department of Zoology, University of Wisconsin, Madison,
Wise., USA): Application of High Voltage Electron Microscopy in
Biology

5. Th. Koller (ETH Zürich): Bericht über die EMBO-Arbeitstagung in
Gais: The possibilities and prospects of obtaining high resolution
information (below 30 angstrom) on biological material
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